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1 讯息（INFORMATION） 

1.1 案件讯息（CASE INFORMATION） 

 

试验样品 

Test Sample 

批次号 

LOT NO. 

封装 

Package 

数量 

Quantity 

CI1306 NA QFN40 3 pcs 

1.2 试验设备说明（DESCRIPTION OF TEST EQUIPMENT）  

 

项目 
Items 

设备/编号 
Equipment/No. 

型号 
Model 

校准有效期 
Calibration validity 

1 0008189 zapmaster-1 2023年6月24日 

1.3 环境条件（AMBIENCE CONDITION） 

标准要求温度 
Required temperature 

 25+3 
-5  ℃ 

实际温度 
Actual temperature 

22.3~22.9℃ 

标准要求相对湿度 
Required relative humidity 

 55± 10 %RH 
实际湿度 

Actual humidity 
51.0~56.2%RH 

1.4 参考文件（REFERENCE DOCUMENT） 

项目 

Items 

依据标准 

Standards 

1 JS-001：2017 

1.5 测试要求（TEST REQUIREMENT）  

ALL-VCC1 TO VCC1 (+/-) 
ALL-VCC2 TO VCC2 (+/-) 
ALL-VCM TO VCM (+/-) 
ALL-VDD TO VDD (+/-) 
ALL_AGND TO AGND (+/-) 
ALL_MICBIAS TO MICBIAS (+/-) 
ALL_VSS TO VSS (+/-) 
ALL_VIN TO VIN (+/-) 
IO TO IO (+/-) 
Step:2000V, 3000V, 4000V, 5000V, 6000V, 7000V, 8000V 
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REFERENCE DOCUMENT ：JS-001：2017 Zap  1  pulse(s), Interval: 0.3 Sec. 

TEST VOLTAGE ：2000V~8000V,STEP:1000V(±) 

SAMPLE QUANTITY ：3 pcs 

FAILURE CRITERIA 

( Reference Only ) 
：±30% voltage shift at reference point before/after zapping 

※Failure Judgment: Voltage shift over ±30% at reference point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

V 

参考点 

正常 IV 曲线 

Normal IV Curve 

正常 IV 曲线 

+30% -30% 

+30% -30% 

参考点 
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2 试验结果（TEST RESULTS） 

2.1 结果汇整（SUMMARY） 

 

Test Model : HBM ESD Sensitivity Passed : +/-5000V 

JS-001：2017 

Classification 

Class :  3A  

Test condition Sample Quantity Passed Volts 
Class 0Z  : ＜ 50V 

Class 0A : ≧ 50V , ＜125V 

Class 0B : ≧ 125V , ＜250V 

Class 1A : ≧ 250V , ＜500V 

Class 1B : ≧ 500V , ＜1000V 

Class 1C : ≧1000V , ＜2000V 

Class 2  : ≧2000V , ＜4000V 

Class 3A : ≧4000V , ＜8000V 

Class 3B : ≧8000V 

ALL-VCC1 TO VCC1 (+/-) 
ALL-VCC2 TO VCC2 (+/-) 
ALL-VCM TO VCM (+/-) 
ALL-VDD TO VDD (+/-) 

ALL_AGND TO AGND (+/-) 
ALL_MICBIAS TO MICBIAS (+/-) 

ALL_VSS TO VSS (+/-) 
ALL_VIN TO VIN (+/-) 

IO TO IO (+/-) 
Step:2000V, 3000V, 4000V, 5000V, 6000V, 7000V, 

8000V 

3 +/-5000V 

 

Group Pins 

AGND 36 

ALL-VCC1 1-37,39-41 

ALL-VCC2 1-39,41 

ALL-VCM 1-34,36-41 

ALL-VDD 2-41 

ALL_AGND 1-35,37-41 

ALL_MICBIAS 1-31,33-41 

ALL_VIN 1-38,40-41 

ALL_VSS 1-40 

IO 2-31,33-34,37 

MICBIAS 32 

VCC1 38 

VCC2 40 

VCM 35 

VDD 1 

VIN 39 

VSS 41 
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2.2 测试数据（TEST DATA） 

No 1 

ALL-VCC1 TO VCC1 (+/-) 
ALL-VCC2 TO VCC2 (+/-) 
ALL-VCM TO VCM (+/-) 
ALL-VDD TO VDD (+/-) 

ALL_AGND TO AGND (+/-) 
ALL_MICBIAS TO MICBIAS (+/-) 

ALL_VSS TO VSS (+/-) 
ALL_VIN TO VIN (+/-) 

IO TO IO (+/-) 
Step:2000V, 3000V, 4000V, 5000V, 6000V, 7000V, 8000V 

Tested Pins 
Sample No. & Failed Volt 

#13 #14 #15 

1 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

2 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

3 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

4 FAIL(6000V) FAIL(7000V) FAIL(6000V) 

5 FAIL(7000V) FAIL(7000V) FAIL(7000V) 

6 FAIL(7000V) FAIL(7000V) FAIL(7000V) 

7 FAIL(7000V) FAIL(7000V) FAIL(7000V) 

8 FAIL(7000V) FAIL(7000V) FAIL(7000V) 

9 FAIL(7000V) FAIL(7000V) FAIL(7000V) 

10 FAIL(7000V) FAIL(7000V) FAIL(7000V) 

11 FAIL(7000V) FAIL(7000V) FAIL(7000V) 

12 FAIL(7000V) FAIL(7000V) FAIL(7000V) 

13 FAIL(7000V) FAIL(7000V) FAIL(7000V) 

14 FAIL(7000V) FAIL(7000V) FAIL(7000V) 

15 FAIL(7000V) FAIL(6000V) FAIL(7000V) 

16 FAIL(7000V) FAIL(7000V) FAIL(7000V) 

17 FAIL(7000V) FAIL(7000V) FAIL(7000V) 

18 FAIL(7000V) FAIL(7000V) FAIL(7000V) 

19 FAIL(7000V) FAIL(7000V) FAIL(7000V) 

20 FAIL(8000V) FAIL(7000V) FAIL(7000V) 

21 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

22 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

23 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

24 PASS(8000V) PASS(8000V) FAIL(8000V) 

25 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

26 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

27 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

28 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

29 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

30 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

31 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

32 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

33 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

34 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

35 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

36 FAIL(6000V) FAIL(7000V) FAIL(6000V) 

37 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

38 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

39 PASS(8000V) PASS(8000V) PASS(8000V) 

40 FAIL(6000V) FAIL(7000V) FAIL(6000V) 

41 FAIL(6000V) FAIL(7000V) FAIL(6000V) 

《以下空白》 
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